Metalas-grafenas struktiiry kontakty analizé

Investigation of metal-graphene contacts
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Kuriant prietaisus bei naudojant dvimates (2D)
medziagas yra labai svarbu suvaldyti kontaktinius
reiskinius, t. y. kiek jmanoma labiau optimizuoti
kontakting sritj tarp tiriamos medZiagos ir metalo.
Nemaziau svarbu yra uztikrinti, kad dvimatés medziagos
sritis tarp kontakty bus kokybiskai uZauginta,
homogeniska ir nebus pazeista perkélimo metu, kadangi
tai gali stipriai lemti kravininky judrj. Siame darbe kaip
laidy 2D sluoksnj naudojame grafena, tuo tarpu kontakty
optimizavimui pasirinkome Au ir Ni. ISkaitinant
kontaktines struktiiras gavome, kad kontaktiné varza
sumazéjo dél sumazéjusio atstumo tarp metalo ir grafeno,
tuo tarpu grafeno sluoksnio varza sumazéjo dél padéklo
legiravimo jtakos.

Optimizuojant pagal CTLM metodikg suformuotos
grafenas-metalas struktiiros buvo iskaitintos 4, 64 ir 124
min Ar dujy sraute bei 300°C temperatiroje.
Kontaktiniai ir sluoksnio pokyciai buvo analizuojami
matuojant kontaktines ir sluoksnio varzas bei struktiirg
tiriant Ramano spektroskopija.

d d

L

Sio,

p-Si substrate

(a) (b)
1 pav. Bandiniy struktiira. (a) Ant izoliuojancio SiO,
padéklo i§ metalo suformuojamos CTLM sritys su
kintamu atstumu d. Grafenas uzneSamas ant metalo
pavirsiaus. (b) Ziedinés struktiiros vaizdas i§ virsaus,
kur pavaizduotas uznestas grafenas.

Dé¢l saveikos su padéklu, grafeno sluoksnis yra
jtempiamas ir legiruojamas. IS Ramano mikroskopijos
analizés gauname, kad grafenas, esantis ant SiO:
sluoksnio, iSkaitinimo metu yra legiruojamas p tipo
kroivininkais. Tuo tarpu grafenas, esantis ant metaliniy
kontakty, iSkaitinimo metu patiria stiprius sluoksnio
jtempimus. Eksperimentiniai rezultatai, kaip kinta 2D
smailés padétis nuo G smailés padéties, pateikti 2 pav.,
kur (a) paveiksle pateikti grafeno sluoksnio, esancio ant
SiO2, matavimai, (b) paveikslélyje — grafeno, esanéio ant
metaliniy kontakty.
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2 pav. (a) Grafeno, esan¢io ant SiO, padéklo, 2D
smailés padéties kitimas nuo G smailés padéties
(zadinimo bangos ilgis — 633 nm). Au/Grafenas
struktiira — uzpildyti simboliai, Ni/Grafenas struktiira
— neuzpildyti simboliai. (b) Grafeno, esan¢io ant
metalinio kontakto, 2D smailés padéties kitimas nuo
G smailés padéties. Au/Grafenas struktiira — uzpildyti
simboliai, Ni/Grafenas struktira — neuzpildyti
simboliai. I8kaitinimo trukmeés — 0, 4, 64 ir 124 min.
Raudonos ir juodos linijy polinkiai, nurodantys
jtempimo arba legiravimo dominavima, pritaikyti

pagal [1].

Reiksminiai Zodziai: grafenas, kontaktiné varza,
sluoksnio, Ramano spektroskopija.
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